Assignatura: CONTROL DE QUALITAT I FIABILITAT

3er semestre (febrer-juny)
Optativa
6 credits (3 tevrics + 1.5 problemes + 1.5 prictiques)

Recomanacions;

Es recomanable coneixer els conceptes basics d’estadistica. Aquesta assignatura pot
complementar-se amb altres de la Diplomatura d'Estadistica (UAB), cursades com lliure
eleccid.

Introduir a I'alumne en les tecniques de control de qualitat i fiabilitat, especificament
orientades cap a I’Electrbnica. L’alumne ha de ser capag d'especificar nivells de qualitat
mitjangant les tecniques control estadistic i mostreig i dissenyar un pla de control estadistic
de processos. Tanmateix, també podra especificar la fiabilitat de sistemes complexos, testejar
temps de vida entre fallides i contrastar especificacions respecta els estandards.

Temari;

1.- Introduccid a la qualitat.
Introduccio historica. Definicions de qualitat. Control de qualitat. Qualitat total. Certificacié
i homologacid.

2.- Conceptes estadistics basics.

Probabilitat. Mesures de posici6 i variacid. Funcions densitat i acumulada. Distribucions
discretes. Distribucions continues. Aproximacions assimptotiques. Inferéncia estadistica.
Estimacié de parametres. Test d’hipotesis.

3.- Control estadistic de processos (I).
Conceptes de variabilitat i control d’un procés. Atributs i variables. Limits de control UCL
i LCL. Diagrames de control per atributs.

4.- Contro! estadistic de processos (II).
Diagrames de control de variables. Capacitat d’un procés. Procediments especials de control.
Analisi dels diagrames i decisions.

5.- Técniques d’acceptacid.

Tipus de contrels d’acceptacid. Acceptacio per mostreig. Corba caracteristica d’operacié. Risc
de consumidor i productor. Plans de mostreig per atributs. Estandards MIL-105-D i
ANSI/ASQC Z1.4. Plans Dodge-Romig. Plans de mostreig per variables. Estandard MIL-414
i ANSI/ASQC Z1.9

6.- Fiabilitat de sistemes.

Fiabilitat i qualitat. Relacié fiabilitat-cost. Caracteritzacié de la fiabilitat. Concepte
probabilistic de fiabilitat. Quantificacié de la fiabilitat: MTTF i MTBF. Fiabilitat en sistemes
compostos. Sistema serie. Sistemes redundants. Redundancia activa. Redundancia en espera
(standby). Limitacions en sistemes redundants.

7.- Models estadistics de la fiabilitat.
Tassa de fallo i probabilitat de supervivencia. Corba de ia banyera. Distribucid exponencial.
Distribucié lognormal. Distribucié gamma. Distribuci¢ de Weibull. Factors de fiabilitat
segons les condiciones de funcionament.

8.- Test de fiabilitat.

Tipus de test. Test accelerats i factors d’acceleracid. Factors de risc. Test amb nombre de
falles fixat i amb substitucié. Test amb nombre de falles fixat i sense substitucid. Test a
temps fixa. Test segilencial. Tecniques de "screening’. MIL-STD-217. MIL-STD-781 i H-
108.

9.- Mantenibilitat i Disponibilitat.

Mantenibilitat. Determinacié del MTTR. Tipus de manteniment. Mantenibilitat 1 fiabilitat.
Disponibilitat (availability). Factors d’augment de la disponibilitat. Disponibilitat serie i
paraHel (redundancia).

10.- Fiabilitat en sistemes informatics.
Caracteristiques de fiabilitat en sistemes informatics. Causes i tipus de fallo. Configuracions
de fiabilitat. Fiabilitat del software.

11.- Fiabilitat a microelectronica.

Mecanismes de fallo a CI's. Fiabilitat VLSI. Test accelerats. Limitacions en sistemes
complexos. Tecniques d’augment de fiabilitat. Disseny per a la fiabilitat. Evolucié de la
fiabilitat.
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